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1 、緒　言

発電 用 ガ ス タ
ー一ビ ン や 航 空機 エ ン ジ ン 用動翼 の

破損 は，き裂 の 発生 ・伝 ぱに よ る も の で あ る こ と

が わ か っ て い る． こ れ ら の 機器 の 安全性 確保 の

ため に は 定 期的 な検査 ま た は部品 交換 が必 要 で

あ る， しか し，精度 の 高 い 非破壊検査法が な い

こ とか ら現状で は保守的 な 評価 をす る こ と が 多

い ， コ ス トの 面 か ら も簡便 で 高精度 の き裂検出

法 の 開発 が望 まれ て い る． こ れ ま で の 研 究報告
U

か らき裂検出に は交流電位 差法が 有効で ある

こ とをわ か っ て い る ， しか し，複数微小 き裂に

対す る研 究例 は少な く，本稿で は 同評価法 の適

用性 を検 討す るた め に 人 工 複数微 小 き裂の 交流

電位差法に よる検 出実験を行な っ た ．

1 叫

d　　 30 　　
C 「ack

　　 309

100

Fig．1　　Shape　and 　dimensions　of 　the

　 　 　 　specimen 　in　milli 皿eter ．

2 ．実験方 法

本研究で用 い た供 試材 は非磁 性 体の Ni基超 合

金 lncone1738LCで あ る．試験片は Fig．1に示す5

× 10mm の 長方形断面を有す る角柱 で あ り，ワ イ

ヤ
ー

放電加 L 機 を用 い て 両端 か ら30mm の 所 に

次 の よ うなき列 を設け た，すなわ ち， 深 さが 50，

100，150，
200，300，500 μ m の模擬 き裂 をそれ

ぞれ 1 〜 5 本有する試験片 を準備 した．

交 流 電 位 差 法 計 測 シ ス テ ム を Fig．2に 示 す ．計

測 シ ス テ ム は 4 端 子法 を用 い て お り，関数発 生

器 に よ り200Hzか ら5kHzまで 7種 類 の 周 波数 の 交

流 正 弦 波 を発 生 させ ，それ を 交流ア ン プで 1A に

増幅 し て 端 子 A ， A ’

か ら試験片に 通電 した．端

子 B ， B ’
で検出 された電位差を トラン ス に よっ

て 100倍 に増幅 し，FFT 解析 器 に よ っ て各周 波数で

の 電位 差を計 測 した ．さ らに，FFT解析器 か ら の

信号をGP−IBイ ン タ フ ェ イ ス を介 して パ ー
ソ ナ ル

コ ン ビ ュ
ータ に デ ータ を転送 し，デ ータ処理 を

行 っ た ．

3 ，実験結果および考察

き裂進展 に伴 う電 位差の 変化 をFig．3に示 す，き

裂 の 深 さが 深 くなる程，すなわ ち ， き裂深 さが

深 くなる の に伴 っ て電位差が 上昇 して い るの が

分 か る，
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Fig．2　Block　diagra皿 of 　the 　experimental

　 　 　 apparatus

ま た
， 同

一
深 さの き裂に 対 し て は き裂の 本数が

増 え る ほ ど，電位差が 上昇する．紙面 の 都合上 ，

グラフ は200Hzおよび4kHzの み としたが，す べ て

の 周 波数 で 同様 の 傾 向 が 観察 され た ，ま た ，き

裂深 さ の 増加 に伴 う電位 差の 絶対値 は高周 波に

なる程大きい ，

き裂 を有する場合の 電位差 E をき裂の 無 い 場合
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Fig・3　Variation　of　the　poIentiaI
　 　 with 　crack 　propagation 。

の 電位差 E
〔｝で無次元化 した結果をFig，4に示す．

き裂深 さが比 較的浅い 50μ m の き裂では 5kHzを

用 い た 実験 が 最 も高 い 電位差 比 を示 して お り ，

高周 波を用 い た方が 浅 い き裂の 検出に は 有利で

あ る こ とが わ か る ，しか し，比較的 き裂深 さが

深い 300μ m の き裂で は ， 周波数に関係なくほぼ
・
本 の 直線上 にデ ー

タ点 が あ り ， 電位差 比 の 周

波数依存性 が な くな っ て い る．こ れ は き裂が 浅

い 程，よ り交流電流の 表皮効果が顕著 に現れた

た め で あ る と考え られる ．

4 ．結　言

1．　 単独お よび複数 き裂 ともに き裂が深 くなる
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程電位差が上昇す る こ とがわ か っ た．

5

同
一

深さの き裂本数 の 増加に伴 っ て電位差が

上昇することがわかっ た．

比 較的 浅 い き裂に 対 し て は 高周波を用 い た

方が感度が 良 い が き裂が 深 くなる と検出 さ

れ る電位 差に 周波数依存性 が なくなる こ と

が判明 し た ，
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